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摘要(译)

发明内容提供了所有像素的OLED面板的测试方法。该方法包括在一组暴
露的第一电极和一组暴露的第二电极上定位各向异性导电膜和导电板。
通过各向异性导电膜和导电板，该组第一电极和该组第二电极导电。此
后，该组第一电极连接到第一电压，并且该组第二电极连接到第二电
压。通过第一电压和第二电压之间的电压差，OLED面板内的所有二极管
都被点亮以执行测试。
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